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锗抛光片
[bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc24884211]范围
[bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc26648466]本标准规定了锗抛光片的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。
本文件适用于制备红外光学元件及光电探测器的基底材料锗抛光片的生产、检验、包装与质量评价。
[bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc26718931]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 1031  产品几何技术规范(GPS) 表面结构 轮廓法 表面粗糙度参数及其数值
GB/T 1550  非本征半导体材料导电类型测试方法
GB/T 2828.1　计数抽样检验程序　第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划
GB/T 2831  光学零件的面型偏差
GB/T 5238  锗单晶和锗单晶片
GB/T 14264　半导体材料术语
GB/T 14844　半导体材料牌号表示方法
GB/T 26074  锗单晶电阻率直流四探针测量方法
ISO 10110-7 光学元件和系统图纸的制备 — 第 7 部分：表面缺陷
术语和定义
GB/T 14264界定的术语和定义适用于本文件。
技术要求
表面质量
锗抛光片表面光洁度应符合表1规定。
  表1 表面光洁度
	等级
	划痕/麻点（S/D）

	Ⅰ
	10-5

	Ⅱ
	20-10

	Ⅲ
	40-20

	Ⅳ
	60-40

	Ⅴ
	80-50

	注3：需方如对锗抛光片的表面光洁度有特殊要求，由供需双方协商确定。


电学性能
   锗抛光片的导电类型、电阻率、径向电阻率变化应符合 GB/T 5238的规定。
几何参数
   锗抛光片的几何参数应符合表 2 规定。
表2 几何参数
	几何参数
	要求

	
	D≤50
	50＜D≤100
	D>100

	直径允许偏差（mm)
	-0.05
	-0.1
	-0.2

	厚度允许偏差（mm)
	±0.05
	±0.05
	±0.05

	平行度（mm）
	≤0.01
	≤0.02
	≤0.03

	圆度（mm)
	≤0.01
	≤0.01
	≤0.02

	倒角尺寸（mm)
	≤0.5
	≤0.5
	≤0.8

	倒角角度及允许偏差
	45°±5°或30°±5°
	45°±5°或30°±5°
	45°±5°或30°±5°

	注：需方如对锗抛光片的几何参数有特殊要求，由供需双方协商确定。



光学参数
锗抛光片的光学参数应符合表 3 的规定。
表3 光学参数
	序号
	光学参数
	要求

	
	
	F<10
	10<F<20
	F>20

	1
	光圈N/fr
	N≤3fr
	N≤5fr
	N≤10fr

	2
	不规则度ΔN/fr
	ΔN≤1.5 fr
	ΔN≤3fr
	ΔN≤5fr

	注1：F为径厚比，F=直径/厚度
注2：测试波段（@λ=632.8nm）

	注3：需方如对锗抛光片光学参数有特殊要求，由供需双方协商确定。


4.5 表面粗糙度
锗抛光片的表面粗糙度（Ra）不大于2 nm。
试验方法
5.1锗抛光片表面质量的测试按ISO 10110-7 的规定进行
5.2 锗抛光片导电类型的测试按GB/T 1550的规定进行。
5.3 锗抛光片电阻率和径向电阻率变化的测试按GB/T 26074的规定进行。
5.4 锗抛光片几何参数的检测按表 4 的规定进行。
表4 
	序号
	几何参数
	检测仪器

	1
	直径
	分度值为0.001mm千分尺或影像仪

	2
	中心厚度
	分度值为0.001mm的千分表

	3
	平行度
	分度值为0.001mm的千分表或偏心仪

	4
	圆度
	圆度仪

	5
	倒角尺寸和角度
	影像仪



5.5 锗抛光片光学参数的测试按GB/T 2831的规定进行。
5.6 锗抛光片表面粗糙度的测试按GB/T 1031 规定的方法进行。
[bookmark: _Toc371683169][bookmark: _Toc371683079]检验规则
检查和验收
产品应由供方质量检测部门进行检验，保证产品质量符合本标准或订货单(或合同)的规定，并填写产品质量证明书。
需方可对收到的产品进行检验，若检验结果与本标准或订货单(或合同)的规定不符时，应在收到产品之日起2个月内向供方提出，由供需双方协商解决。
组批
产品应成批提交验收，每批应由相同工艺、相同规格的锗抛光片组成。
检验项目及取样
检验项目
产品应成批提交检验，每批锗抛光片的检验项目应符合表 5 的规定；导电类型、电阻率、径向电阻率变化是否检验由供需双方协商确定。



表5 检验项目
	检验项目
	检验要求
	检验方法
	抽检频率
	判定

	表面质量
	4.1
	5.1
	逐片
	Ac0,Re1

	直径
	4.3
	5.4
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	中心厚度
	4.3
	5.4
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	平行度
	4.3
	5.4
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	圆度
	4.3
	5.4
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	倒角尺寸和角度
	4.3
	5.4
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	[bookmark: _Toc267829140][bookmark: _Toc327862898][bookmark: _Toc267828893][bookmark: _Toc268267612][bookmark: _Toc334102473][bookmark: _Toc267744841][bookmark: _Toc267841203][bookmark: _Toc334102418][bookmark: _Toc267817224][bookmark: _Toc334102518][bookmark: _Toc327863847][bookmark: _Toc327863742]光圈
	4.4
	5.5
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	不规则度
	4.4
	5.5
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0

	表面粗糙度
	4.5
	5.6
	GB/T 2828.1 的规定一般检查水平Ⅱ
	AQL=1.0


6.3.2 取样
每批锗抛光片的检验取样按表 5 的“抽检频率”进行；导电类型、电阻率、径向电阻率变化如需检验，由供需双方协商取样方案进行。
检验结果的判定
供方对每批次锗抛光片的接收质量限(AQL)按表 5 的“判定”进行，检验结果不合格时，重新取样对该不合格项目进行重复检验，若复检仍不合格，判定该批锗抛光片不合格，该批产品不得交付客户。
抽检不合格的产品，供方可对不合格项进行全数检验，依据产品分类要求进行分类处理，除去不合格品后，合格品重新组批。
[bookmark: _Toc371683085][bookmark: _Toc371683175]标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容
[bookmark: _Toc371683177][bookmark: _Toc371683087]标志
锗抛光片包装盒上应粘贴标签，并至少注明以下内容：
产品名称；
产品规格；
产品片数；
供方名称；
锗抛光片的外箱上应附有标签并至少包含以下内容：
1. 供方名称；
产品名称；
产品规格；
产品数量、毛重、净重；
“小心轻放”“防腐”“防潮”字样。
包装
锗抛光片的包装应在洁净环境中完成，整个过程不应在锗抛光片表面引入二次脏污和损伤等缺陷，密封后的产品装入符合环保要求的瓦楞纸箱内，箱内空隙用软填充物填充，合盖，封口。包装箱外用包扎带捆扎。
[bookmark: _Toc371683178][bookmark: _Toc371683088]运输和贮存
[bookmark: _Toc371683181][bookmark: _Toc371683091]产品在运输和搬运过程中应防止机械损伤、化学物质腐蚀、防受潮、防沾污。
产品应贮存在清洁、干燥、无腐蚀的环境中。
质量证明书
每批产品应随箱附有质量证明书，其上至少注明：
1. 供方名称；
1. 产品规格及数量；
1. 出货日期(或包装日期)；
1. 各项参数检验结果；
1. 检验员及质量检验部门的印记。
订货单(或合同)内容
需方可根据需要，在订购本文件所列产品的订货单(或合同)应至少包含下列内容：
1. 产品名称；
产品规格；
技术指标要求
产品数量；
本文件编号；
其他。
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